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Спектроскопические исследования горячей точки X-пинча

С.А. Пикуз, Т.А. Шелковенко, И.Ю. Скобелев, К.М. Чандлер, М.Д. Митчел, Д.А. Хаммер

Успешное использование X-пинча как источника излучения для рентгеновской ра-диографии разнообразных плазменных и биологических объектов показало, что горячая точ-ка пинча является уникальным физическим объектом с экстремальнми параметрами веще-ства. Долгие годы параметры плазмы в горячей точке исследовались, в основном, спектро-скопическими время-интегральнымы методами, дававшми усредненные значения темпера-туры и плотности плазмы. Использование рентгеновской стрик-камеры с временным разре-шением 10 пс для исследование спектральных характеристик горячих точек X-пинча показа-ло, что объект, традиционно называемый «горячей точкой», представляет процесс изменения параметров плазмы, развивающийся в пикосекундной шкале времен. В качестве примера приводятся параметры (температура, плотность, ионизационное состояние) плазмы горячей точки Ti X-пинча в зависимости от времени. Впервые произведены временные исследования характеристического излучения электронного пучка, ускоряемого в минидиоде X-пинча.  Абсорбционная спектроскопия с разрешением во времени позволила определить скорости схлопывания и разлета излучающих и поглощающих слоев в Al и Ti X-пинчах. Обсуждаются новые возможности исследования плазмы X-пинча с помощью разработанного рентгенов-ского спектрографа со скрещенной дисперсией.
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